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摘要(译)

本发明涉及数字成像领域，尤其涉及估计解剖对象的几何特性的领域。
根据本发明，自动测量几何特性，并导出具有基于对象的子部分的定义
的几何特性。为此，将额外的几何信息集成到表面模型中。通过识别和
标记表面模型的子部分并将几何图元拟合到这些子部分，将几何特性包
括在表面模型中。这有利地允许在看不见的物体表面上识别这些子部件
并自动提取相关的几何特性。
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